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devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la
CEl incorporant les amendements sont disponibles. Par
exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent
respectivement la publication de base, la publication de
base incorporant 'amendement 1, et la publication de
base incorporant les amendements 1 et 2.
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Fax: +41 2291903 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorpopating~amendment 1 and
the base publication incorporating\amendments 1
and 2.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES —

Partie 15: Résistance a la température de soudage
pour dispositifs par trous traversants

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatig alisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités Rationauv . pa CEl a

e C i s dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entré Activigé g des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, e 8

Les documents produits se présentent so
comme normes, spécifications techniques,
Comités nationaux.

ationaux de la CEI s'engagent a appliquer de
internationales de la CEIl dans leurs normes

FDIS Rapport de vote
47/1663/FDIS 47/1683/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette méthode d’essais mécaniques et climatiques, relative a la résistance a la température
de soudage pour les dispositifs par trous traversants est le résultat d’'une réécriture compléte
de I'essai contenu dans le paragraphe 2.2 du chapitre 2 de la CEI 60749.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS —

Part 15: Resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnlcal Commlssmn) is a worIdW|de organlzatl

participate in this preparatory work. International, governmental agd nog
with the IEC also participate in this preparation. The

two organizations.

Yas nearly as possible, an

2) The formal decisions or agreements of the IEC on tee
i sal committee has representation

international consensus of opinion on the re
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re internatiopial use and are published in the form
of standards, technical specifications, 34 S guides ~and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unlflcatlo

divergence between the |
indicated in the latter.

5) The IEC provides no m A
equipment declargt\to be_i
6) Attention is draw
of patent rights. Thé

International Stagda
Semiconduct ewces.

The text 6f this\stapdard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47/1663/FDIS 47/1683/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This mechanical and climatic test method, as it relates to resistance to soldering temperature
for through-hole mounted devices, is a complete rewrite of the test contained in subclause 2.2
of chapter 2 of IEC 60749.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e« amendée.

@%
S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/b8982373-38d9-4a9b-9b83-1bd73597d2b5/iec-60749-15-2003

